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Die Anwendung der Feinbereichs-Elektronenbeugung bei der Strukturermittlung
feinkristalliner Stoffe*

Von H. R. OswaALD

Laboratorium fiir Elcktronenmikroskapie und Institut fiir anorganische, unulytische und physikalische Chemie der Universitit Bern

Bei der Untersuchung eines kristallinen Stoffes ist eine
besonders wichtige Aufgabe die Ermittlung der Symme-
trie und Grofle der Elementarzelle und der vollstindigen
Kristallstruktur. Liegen Einkristalle von etwa 0,1 mm
Grofle oder mehr vor, so kénnen davon Einkristall-
réntgenaufnahmen hergestellt werden. Dabei wird der
Kiristall um genau definierte Achsen gedreht oder ge-
schwenkt, und die Interferenzen der einzelnen Gitter-
ebenen konnen auf dem Film unschwer auseinanderge-
halten und zugeordnet werden. Aus der Anordnung der
Rontgenreflexe ergibt sich die Symmetrie und Grofle der
Elementarzelle, und aus den Reflexintensititen kann
nach den Methoden der Réntgenstrukturanalyse (z. B.
Fourier-Synthese) die vollstindige Kristallstruktur er-
mittelt werden.

Weit schwieriger ist es, wenn ein Stoff nur in sehr fein-
teiliger Form vorliegt, wie es beispielsweise bei Hydro-
xiden und Hydroxidsalzen hiufig der Fall ist. Die
bekannte Pulvermethode nach DEBYE-SCHERRER beruht
auf dem Prinzip, daf} statt des Einkristalls eine grofle
Anzahl wahllos angeordneter kleiner Kristallchen durch-
strahlt wird, wobei sidmtliche interferenzfihigen Lagen
vertreten sind. An Stelle punktférmiger Einkristallreflexe
erhalten wir hier Réntgenlinien, aus deren Anordnung die
Symmetrie und Gré8e der Elementarzelle abgeleitet wer-
den kann.

Das Braggsche Gesetz erlaubt die Berechnung der Git-
terebenenabstinde d aus den Glanzwinkeln 6, die aus
dem Abstand der einzelnen Rontgenlinien erhalten wer-
den:

n'A = 2-d-sinf.

n ist die «Ordnung» der Beugung (eine einfache ganze
Zahl), A die Wellenlinge der verwendeten Strahlung.
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Fig. 1. Die verschiedenen Kristallsysteme (das rhomboedrische System
wurde weggelassen, da es auch mit einem hexagonalen Achsenkreuz
beschrieben werden kann)

Die «quadratischen Formen» verkniipfen fiir die ein-
zelnen Kristallsysteme (Fig. 1) die Glanzwinkel 0 aller
méglichen Reflexe mit den gesuchten Gitterkonstanten.
h, k, I sind die Millerschen Indizes, welche die Lagen der
verschiedenen Gitterebenen im Kristall bezeichnen.

Kubisches System: Drei rechtwinklig aufeinanderste-
hende Achsen, gesucht Wiirfelkante a:

2 [ e
sin? § = i [h+k2+l2].
4 l a? J

* Nach einem Vortrag, gehalten an der 6.Schweizerischen Elektro-
nenmikroskopischen Tagung am 15.Mai 1961 im Anorganisch-
Chemischen Institut der Universitit Bern.
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